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本发明公开了一种冲击温度诊断系统的标

定与验证方法，该方法包括以下步骤：步骤1，标

定光路的建立，步骤2，利用所述步骤1中的SOP测

温诊断系统分别诊断标准光源作为已知标准光

源A及待测标准光源B的自发辐射发光，步骤3，利

用所述步骤2中分别得到的两种光源的自发辐射

强度计数CA、CB，对应求得其辐射强度LA、LB，步骤

4，计算待测标准光源的温度，步骤5，两种色温标

准光源互相标定验证SOP系统可靠性。本发明基

于普朗克黑体辐射理论，以光学高温计测温法为

诊断手段，利用两种不同色温的高温标准光源对

冲击温度诊断系统进行互相标定。通过诊断系统

获得温度数据，对比验证了冲击温度诊断系统的

可靠性和置信度，并给出了系统可靠性的评价方

法。
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1.一种冲击温度诊断系统的标定与验证方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：

步骤1，标定光路的建立：该标定光路依次包括标准光源(1)、第一透镜(2)、靶室窗口

(3)、第二透镜(4)、第三透镜(5)、反射镜(6)、潜望系统(7)、第四透镜(8)、窄带通道滤片(9)

和条纹相机(10)，所述第一透镜(2)、靶室窗口(3)、和第二透镜(4)组成第一成像系统，所述

第三透镜(5)、反射镜(6)、潜望系统(7)和第四透镜(8)组成第二成像系统，所述第一成像系

统、第二成像系统、窄带通道滤片(9)和条纹相机(10)依次放置组成SOP测温诊断系统，所述

标准光源(1)的出光口置于光学系统前的物面位置，所述窄带通道滤片(9)放置在条纹相机

(10)的狭缝(101)前，

步骤2，利用所述步骤1中的SOP测温诊断系统分别诊断标准光源(1)作为已知标准光源

A及待测标准光源B的自发辐射发光，并采用所述条纹相机(10)分别记录两次标定过程中光

源的自发辐射图像，具体步骤为：将标准光源(1)选为已知标准光源A，将所述已知标准光源

A置于SOP系统的物面，采集已知标准光源A经过SOP测温诊断系统后条纹相机(10)在一定扫

描时间内的自发辐射强度计数CA；再将标准光源(1)选为待测标准光源B置于SOP系统的物

面，采集待测标准光源B经过SOP测温诊断系统后条纹相机(10)在一定扫描时间内的自发辐

射强度计数CB；

步骤3，利用所述步骤2中分别得到的两种光源的自发辐射强度计数CA、CB，对应求得其

辐射强度LA、LB，具体步骤为：由SOP测温诊断系统光路可知待测标准光源B的自发辐射强度

计数CB的计算公式为 已知标准光源A的辐射强度计数CA的

计算公式为 其中下标A与B分别代表已知标准光源和待测

标准光源，C为单个像素的自发辐射强度计数，L(λ)为辐射强度，t为有效发光时间，η与系统

收集立体角有关，Φ(λ)为系统光谱响应函数，将CB除以CA，得到LB(λ)关于LA(λ)的函数关

系，由于所述步骤2中记录数据时采用的是条纹相机的动态扫描模式，所以每个像素点的有

效发光时间均由t＝SM/P给出，SM表示相机扫描档程，P表示档程所对应的像素个数，由于标

定过程中档程和像素均已知，则认为tA与tB为常数，若已知LA(λ)则根据公式计算出LB(λ)，

步骤4，计算待测标准光源的温度：根据普朗克黑体辐射理论，温度为T的灰体的热辐射

能量可写为 则T可写为 其中，h、c、k分别为普

朗克常数、真空光速与玻尔兹曼常数，ε为发射率，λ为通道波长，若采用所述窄带通道滤片

(9)为多通道滤片，则通过多通道拟合来获得待测标准光源B的温度，具体为，由多个通道的

辐射强度值建立辐射强度LB与波长λ的关系，采用普朗克公式对其进行非线性拟合，温度T

与发射率ε为拟合参数，通过最小二乘法拟合得到待测标准光源B的温度TB和发射率ε的值；

若采用所述窄带通道滤片(9)为单通道滤片，则已知LB和λ后，可直接由普朗克公式计算获

得待测标准光源B的温度TB，将所获得的待测标准光源B的色温TB与该光源的色温标准值作

对比，可求出实测值与标准值的偏差 其中TS表示出厂标准值；所述的标准光源色
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温标准值为该光源出厂色温已知参数，

步骤5，两种色温标准光源互相标定验证SOP系统可靠性，将所述步骤2至步骤4中的已

知标准光源A与待测标准光源B交换位置，将B作为已知标准光源，A作为待测标准光源，重复

步骤2至步骤4，获得待测标准光源A的色温TA与该光源已知出厂色温参数作对比，并求出实

测值与标准值的偏差 所述SOP系统可靠性P定义为：验证方法中所测得的温度与标

准值的偏差小于5％的概率，若可靠性达到85％以上，则认为该系统是可靠的，即

其中TM、TS分别表示实测温度值和出厂标准值，若分别以两种色

温 互 为 已 知 标 准 所 测 得 标 准 光 源 色 温 皆 与 出 厂 色 温 参 数 相 符 较 好 ，

则验证了该冲击温度诊断SOP系统的可靠性，表明利用该测温诊

断系统推算高温是可信的。

2.根据权利要求1所述的冲击温度诊断系统的标定与验证方法，其特征在于，所述窄带

通道滤片(9)为单通道或者多通道窄带通道滤片，所述步骤3中若采用所述窄带通道滤片

(9)为多通道窄带通道滤片，则多个通道可得到多个LB(λ)值；若所用的窄带通道滤片(9)为

单通道窄带通道滤片，则可通过LB(λ)的计算公式得到确定波长的LB值。

3.根据权利要求1所述的冲击温度诊断系统的标定与验证方法，其特征在于，所述标准

光源(1)包括两种不同色温的标准光源，出厂色温分别为2953K和4956K。

4.根据权利要求1所述的冲击温度诊断系统的标定与验证方法，其特征在于，出厂色温

2953K的标准光源为纯卤素灯光源，该标准光源与普朗克黑体理论曲线重合误差小于

0.1％。

5.根据权利要求1所述的冲击温度诊断系统的标定与验证方法，其特征在于，出厂色温

4956K的标准光源为定制的标准光源，该标准光源为在卤素灯标准光源基础上设置全可见

光波段多层膜滤片，该可见光波段多层膜滤片确保在可见光波段380～740nm的范围内该光

源的辐射强度与理论普朗克曲线间的偏差小于10％。
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一种冲击温度诊断系统的标定与验证方法

技术领域

[0001] 本发明属于光学高温计系统诊断领域，具体涉及一种冲击温度诊断系统的标定与

验证方法。

背景技术

[0002] 温度是表征物质热力学特征的重要参量，理论状态方程模型的建立对温度参量十

分敏感，冲击波温度测量是检验与考核理论状态方程模型的重要手段之一。然而，目前研究

状态方程的冲击波加载实验中，对于冲击波速度、压强等力学量的测量已经较为成熟，而对

于温度等热力学参量由于其本身的复杂性和对仪器的高要求，精确测量还非常困难。

[0003] 对于瞬态发生的冲击温度测量实验，目前广泛采用光辐射法进行测量。该方法通

过测量冲击波阵面处高密度压缩层的辐射光谱，利用普朗克黑体辐射公式计算压缩层的温

度。对于透明材料，测量时冲击压缩层的辐射可以通过未受冲击的材料透射出来而被探测

到，通常采用时间分辨与空间分辨的光学高温计(streaked  optical  pyrometry——SOP)

测量待测受冲击材料的自发辐射发光，通过普朗克灰体辐射公式来得到冲击温度。

[0004] 尽管国内外普遍采用SOP测温诊断系统对材料冲击下的温度进行诊断，实际上研

究者们一直对SOP系统的可靠性存疑。如何有效验证与考核SOP诊断方法的可靠性是个普遍

存在的难点。因此，有必要寻找一种冲击温度诊断系统的标定与验证方法，考核SOP系统的

可靠性，确保该系统所测的冲击温度数据的有效性、合理性，解释一直以来对利用SOP系统

进行高温测量是否可行的疑虑。

发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的问题，本发明提供一种冲击温度诊断系统的标定与验证方

法，该方法基于普朗克黑体辐射理论，以光学高温计测温法为诊断手段，利用两种不同色温

的高温标准光源对冲击温度诊断系统进行互相标定。两种标准光源互为测温诊断系统的标

定标准，通过诊断系统获得温度数据，对比验证了冲击温度诊断系统的可靠性和置信度，并

给出了系统可靠性的评价方法。

[0006] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0007] 一种冲击温度诊断系统的标定与验证方法，该方法包括以下步骤：

[0008] 步骤1，标定光路的建立：该标定光路依次包括标准光源、第一透镜、靶室窗口、第

二透镜、第三透镜、反射镜、潜望系统、第四透镜、窄带通道滤片和条纹相机，所述第一透镜、

靶室窗口、和第二透镜组成第一成像系统，所述第三透镜、反射镜、潜望系统和第四透镜组

成第二成像系统，所述第一成像系统、第二成像系统、窄带通道滤片和条纹相机依次放置组

成SOP测温诊断系统，所述标准光源的出光口置于光学系统前的物面位置，所述窄带通道滤

片放置在条纹相机的狭缝前，

[0009] 步骤2，利用所述步骤1中的SOP测温诊断系统分别诊断标准光源作为已知标准光

源A及待测标准光源B的自发辐射发光，并采用所述条纹相机分别记录两次标定过程中光源
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的自发辐射图像，具体步骤为：将标准光源选为已知标准光源A，将所述已知标准光源A置于

SOP系统的物面，采集已知标准光源A经过SOP测温诊断系统后条纹相机在一定扫描时间内

的自发辐射强度计数CA；再将标准光源选为待测标准光源B置于SOP系统的物面，采集待测

标准光源B经过SOP测温诊断系统后条纹相机在一定扫描时间内的自发辐射强度计数CB；

[0010] 步骤3，利用所述步骤2中分别得到的两种光源的自发辐射强度计数CA、CB，对应求

得其辐射强度LA、LB，具体步骤为：由SOP测温诊断系统光路可知待测标准光源B的自发辐射

强度计数CB的计算公式为 已知标准光源A的辐射强度计数

CA的计算公式为 其中下标A与B分别代表已知标准光源和待

测标准光源，C为单个像素的自发辐射强度计数，L(λ)为辐射强度，t为有效发光时间，η与系

统收集立体角有关，Φ(λ)为系统光谱响应函数，将CB除以CA，得到LB(λ)关于LA(λ)的函数关

系，由于所述步骤2中记录数据时采用的是条纹相机的动态扫描模式，所以每个像素点的有

效发光时间均由t＝SM/P给出，SM表示相机扫描档程，P表示档程所对应的像素个数，由于标

定过程中档程和像素均已知，则认为tA与tB为常数，若已知LA(λ)则根据公式计算出LB(λ)，

[0011] 步骤4，计算待测标准光源的温度：根据普朗克黑体辐射理论，温度为T的灰体的热

辐射能量可写为 则T可写为 其中，h、c、k分别

为普朗克常数、真空光速与玻尔兹曼常数，ε为发射率，λ为通道波长，若采用所述窄带通道

滤片为多通道滤片，则通过多通道拟合来获得待测标准光源B的温度，具体为，由多个通道

的辐射强度值建立辐射强度LB与波长λ的关系，采用普朗克公式对其进行非线性拟合，温度

T与发射率ε为拟合参数，通过最小二乘法拟合得到待测标准光源B的温度TB和发射率ε的

值；若采用所述窄带通道滤片为单通道滤片，则已知LB和λ后，可直接由普朗克公式计算获

得待测标准光源B的温度TB，将所获得的待测标准光源B的色温TB与该光源的色温标准值作

对比，可求出实测值与标准值的偏差 其中TS表示出厂标准值；所述的标准光源色

温标准值为该光源出厂色温已知参数，

[0012] 步骤5，两种色温标准光源互相标定验证SOP系统可靠性，将所述步骤2至步骤4中

的已知标准光源A与待测标准光源B交换位置，将B作为已知标准光源，A作为待测标准光源，

重复步骤2至步骤4，获得待测标准光源A的色温TA与该光源已知出厂色温参数作对比，并求

出实测值与标准值的偏差 所述SOP系统可靠性P定义为：验证方法中所测得的温度

与标准值的偏差小于5％的概率，若可靠性达到85％以上，则认为该系统是可靠的，即

其中TM、TS分别表示实测温度值和出厂标准值，若分别以两种色

温 互 为 已 知 标 准 所 测 得 标 准 光 源 色 温 皆 与 出 厂 色 温 参 数 相 符 较 好 ，
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则验证了该冲击温度诊断SOP系统的可靠性，表明利用该测温诊

断系统推算高温是可信的。

[0013] 所述窄带通道滤片为单通道或者多通道窄带通道滤片，所述步骤3中若采用所述

窄带通道滤片为多通道窄带通道滤片，则多个通道可得到多个LB(λ)值；若所用的窄带通道

滤片为单通道窄带通道滤片，则可通过LB(λ)的计算公式得到确定波长的LB值。

[0014] 所述标准光源包括两种不同色温的标准光源，出厂色温分别为2953K和4956K。

[0015] 出厂色温2953K的标准光源为纯卤素灯光源，该标准光源与普朗克黑体理论曲线

重合误差小于0.1％。

[0016] 出厂色温4956K的标准光源为定制的标准光源，该标准光源为在卤素灯标准光源

基础上设置全可见光波段多层膜滤片，该可见光波段多层膜滤片确保在可见光波段380～

740nm的范围内该光源的辐射强度与理论普朗克曲线间的偏差小于10％。

[0017] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：

[0018] 为了考核SOP系统的可靠性，确保该系统所测的冲击温度数据的有效性、合理性，

解释一直以来对利用SOP系统进行高温测量是否可行的疑虑，本发明提供一种冲击温度诊

断系统的标定与验证方法，该方法以普朗克黑体辐射为理论依据，以光学高温计测温法为

诊断手段，利用两种不同色温的高温标准光源对冲击温度诊断系统进行互相标定，并给出

了系统可靠性的评价方法。两种标准光源互为测温诊断系统的标定标准，通过诊断系统获

得温度数据，对比验证了冲击温度诊断SOP系统的可靠性。该方法能有效校验SOP系统的置

信度，对冲击温度诊断技术有重要应用价值。

[0019] 本发明中两种标准光源的色温值相差约2000K，远大于光源色温的本身误差

(100K)，确保标定与验证过程的准确性。所述的冲击温度诊断系统的标定与验证方法，若要

使所测量的温度误差小于15％，该方法的测温范围约为2000K～50000K，所述的测温范围适

用于一般冲击波实验中冲击温度的诊断。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本发明中的标定光路图。

[0022] 图2为本发明中多通道窄带滤片与条纹相机排布示意图。

[0023] 图3a为本发明中多通道拟合温度与发射率的拟合曲线(2953K光源为已知标准光

源，4956K光源为待测标准光源)。

[0024] 图3b为本发明中多通道拟合温度与发射率的拟合曲线(4956K光源为已知标准光

源，2953K光源为待测标准光源)。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完
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整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0026] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、

“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所

示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装

置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限

制。

[0027] 实施例1

[0028] 如图1和图2所示，本实施例冲击温度诊断系统的标定与验证方法，该方法包括以

下步骤：

[0029] 步骤1，标定光路的建立：该标定光路依次包括标准光源1、第一透镜2、靶室窗口3、

第二透镜4、第三透镜5、反射镜6、潜望系统7、第四透镜8、窄带通道滤片9和条纹相机10，所

述第一透镜2、靶室窗口3、和第二透镜4组成第一成像系统，所述第三透镜5、反射镜6、潜望

系统7和第四透镜8组成第二成像系统，所述第一成像系统、第二成像系统、窄带通道滤片9

和条纹相机10依次放置组成SOP测温诊断系统，所述标准光源1的出光口置于光学系统前的

物面位置，所述窄带通道滤片9放置在条纹相机10的狭缝前，本实施例中窄带通道滤片9选

择为多通道窄带通道滤片，该多通道窄带通道滤片为矩形薄片，其宽度与条纹相机狭缝宽

度尺寸保持一致，其高度需大于条纹相机狭缝的高度，并完全覆盖狭缝，如图2，该多通道窄

带通道滤片包括四个窄带通道，四个窄带通道的波长λ1、λ2、λ3、λ4分别为410nm、450nm、

490nm和590nm，四个窄带通道依次等分地镀在多通道窄带滤光片上，每个通道的峰值半宽

小于20nm，多通道窄带通道滤片的透射率高于80％；

[0030] 步骤2，利用所述步骤1中的SOP测温诊断系统分别诊断标准光源1作为已知标准光

源A出厂色温为2953K及待测标准光源B出厂色温为4956K的自发辐射发光，已知标准光源A、

待测标准光源B在可见光波段(380～740nm)皆符合黑体条件，即满足普朗克曲线分布，且其

发射率、光谱辐射亮度曲线L(λ)及其不确定度皆已知，并采用所述条纹相机10分别记录两

次标定过程中光源的自发辐射图像，具体步骤为：将标准光源1选为已知标准光源A，将所述

已知标准光源A置于SOP系统的物面，采集已知标准光源A经过SOP测温诊断系统后条纹相机

10在一定扫描时间内的自发辐射强度计数CA；再将标准光源1选为待测标准光源B置于SOP

系统的物面，采集此时待测标准光源B经过多通道SOP系统后条纹相机在一定扫描时间内的

自发辐射强度计数CB(λ)，四个通道对应得到四个CB值；

[0031] 步骤3，利用公式： 分别计算待测标准光源四个通道的自

发辐射强度，由于标定过程中记录数据时采用的都是条纹相机的动态扫描模式，每个像素

点的有效发光时间可由t＝SM/P给出，本次两个光源标定时都采用了100ms扫描档程，SM＝

100ms，档程所对应的像素个数P＝1400，则可计算得tA与tB的值，由于标准光源A作为已知光

源其全光谱的辐射强度LA(λ)是给定的，因此待测光源四个通道的辐射强度LB(λ)可由其表

达式计算得到，所得结果如图3(a)所示，

[0032] 步骤4，计算待测标准光源的温度：如图3(a)建立四个通道辐射强度LB与波长λ的
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关系图，采用普朗克公式 对其进行非线性拟合，以温度T与发射率ε

作为拟合参数，通过最小二乘法拟合后，得到待测光源B的发射率εB＝2.3×10-4，色温TB＝

4870K，

[0033] 步骤5，初步验证标准光源色温测量准确性与SOP系统可靠性：待测标准光源B是由

美国NIST(National  Institute  of  Standards  and  Technology)溯源的标准积分球光源，

出厂色温＝标准值为4956K，发射率2.5×10-4，该出厂参数与步骤4所计算得到的色温与发

射率相比一致性好，实测温度值与标准值的偏差 表明该测温诊断

SOP系统可靠性较好，

[0034] 步骤6，两种色温标准光源互相标定以进一步验证SOP系统可靠性：将所述步骤2至

5中的已知标准光源A与待测标准光源B交换位置，即令光源B为已知标准光源，令光源A为待

测标准光源，重复步骤2至5，可以获得待测标准光源A的色温TA＝2924K，发射率εA＝7.3×

10-3，如图3(b)。同样，与该光源已知出厂色温参数(色温2953K，发射率6.1×10-3)作对比，

该出厂参数与所计算得到的光源A的色温与发射率一致性同样很好，实测温度值与标准值

的偏差 多通道法验证所得系统可靠性

综上可知，两种色温互为已知标准所测得标准光源色温皆与出厂色温参数相符较好，则进

一步验证了该冲击温度诊断SOP系统的可靠性，表明利用该测温诊断系统推算黑体的辐射

高温是可信的。

[0035] 作为优选，本实施例出厂色温2953K的标准光源为纯卤素灯光源，该标准光源与普

朗克黑体理论曲线重合误差小于0.1％。

[0036] 作为进一步优选，本实施例出厂色温4956K的标准光源为定制的标准光源，该标准

光源为在卤素灯标准光源基础上设置全可见光波段多层膜滤片，该可见光波段多层膜滤片

确保在可见光波段380～740nm的范围内该光源的辐射强度与理论普朗克曲线间的偏差小

于10％。

[0037] 实施例2

[0038] 如图1和图2所示，本实施例冲击温度诊断系统的标定与验证方法，该方法包括以

下步骤：

[0039] 步骤1，标定光路的建立：该标定光路依次包括标准光源1、第一透镜2、靶室窗口3、

第二透镜4、第三透镜5、反射镜6、潜望系统7、第四透镜8、窄带通道滤片9和条纹相机10，所

述第一透镜2、靶室窗口3、和第二透镜4组成第一成像系统，所述第三透镜5、反射镜6、潜望

系统7和第四透镜8组成第二成像系统，所述第一成像系统、第二成像系统、窄带通道滤片9

和条纹相机10依次放置组成SOP测温诊断系统，所述标准光源1的出光口置于光学系统前的

物面位置，所述窄带通道滤片9放置在条纹相机10的狭缝前，本实施例中窄带通道滤片9选

择为单通道窄带通道滤片或四通道窄带通道滤片，

[0040] 步骤2，利用所述步骤1中的SOP测温诊断系统分别诊断标准光源1作为已知标准光

源A出厂色温为2953K及待测标准光源B出厂色温为4956K的自发辐射发光，已知标准光源A、
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待测标准光源B在可见光波段(380～740nm)皆符合黑体条件，即满足普朗克曲线分布，且其

发射率、光谱辐射亮度曲线L(λ)及其不确定度皆已知，并采用所述条纹相机10分别记录两

次标定过程中光源的自发辐射图像，具体步骤为：将标准光源1选为已知标准光源A，将所述

已知标准光源A置于SOP系统的物面，采集已知标准光源A经过SOP测温诊断系统后条纹相机

10在一定扫描时间内的自发辐射强度计数CA；同理，再将待测标准光源B置于SOP系统的物

面，采集此时待测标准光源B经过多通道SOP系统后条纹相机在一定扫描时间内的自发辐射

强度计数CB(λ)；

[0041] 步骤3，利用公式： 计算待测光源在单通道λ处的自发辐射

强度，由于标定过程中记录数据时采用的都是条纹相机的动态扫描模式，每个像素点的有

效发光时间可由t＝SM/P给出，本次已知标准光源A标定时采用了50ms扫描档程，SMA＝50ms，

待测标准光源B标定时采用了100ms扫描档程，SMB＝100ms，两个档程所对应的像素个数P＝

1400，则可计算得tA与tB的值，由于已知标准光源A作为已知光源其全光谱的辐射强度LA

(λ)，如LA(442nm)＝6.03×108W/sr·m3，因此待测标准光源的辐射强度LB(λ)，如LB(442nm)

＝2.4×109W/sr·m3，

[0042] 步骤4，由辐射强度计算色温：由于待测标准光源B发射率已知，εB＝2.5×10-4，根

据普朗克公式 可直接计算得到待测标准光源B色温TB。将该计算所得

的色温与美国NIST溯源的标准积分球光源出厂色温4956K比较，可得出实测温度与标准值

的偏差值，

[0043] 步骤5，将所述步骤2至4中的已知标准光源A与待测标准光源B交换位置，即待测标

准光源B为已知标准光源，令已知标准光源A为待测标准光源，重复步骤2至4，可以获得待测

标准光源A的色温TA。同样，与该光源已知出厂色温参数(色温2953K)作对比，得出实测温度

与标准值的偏差值。将不同条纹相机增益MCP条件下的单通道双色温互标验证实验结果汇

总于表1，可得单通道法验证所得SOP系统可靠性 表明该

系统是可靠的。

[0044] 表1单通道双色温光源互标结果
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[0045]

[0046] 综上可知，两种色温互为已知标准所测得标准光源色温皆与出厂色温参数相符较

好，且可靠性评估符合要求，则进一步验证了该冲击温度诊断SOP系统的可靠性，表明利用

该测温诊断系统推算黑体的辐射高温是可信的。

[0047] 尽管上述实施例已对本发明作出具体描述，但是对于本领域的普通技术人员来

说，应该理解为可以在不脱离本发明的精神以及范围之内基于本发明公开的内容进行修改

或改进，这些修改和改进都在本发明的精神以及范围之内。
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图2
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图3a
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图3b
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